



















 我々は作成した触媒について in situ条件下でＸ線吸収微細構造(XAFS)測定を行うことで触
媒の表面吸着状態の変化を観測した。Ni, NiO, NiO+Nb2O5触媒についてそれぞれ水, 0.1M 








図 各触媒の Dry条件とヒドラジン条件の XAFSスペクトルの変化 
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